MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie
POLITEHNICA Bucuresti

Nr. 7913/1/E2PAK/12.11.2026
ANUNT

Universitatea Nationald de Stiintd si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.
199/2023 a Invatamantului Superior, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Procedurii de sistem
privind angajarea pentru participarea la proiecte — PS-46-DIRU-02, avand 1n vedere aprobarea cererii de
finantare aferentd proiectului Furopean Consortium for Accelerating Innovations in Electronic Packaging
Manufacturing, acronim E2PAKMAN (Consortiul European Pentru Accelerarea Inovatiilor In Fabricarea
Capsulelor Electronice acronim E2PAKMAN), anunta organizarea concursului pentru ocuparea pe perioada
determinatd, cu fractiune de norma, program flexibil si timp inegal de lucru, a urmatoarelor posturi vacante,
in cadrul proiectului mentionat:

Pozitia
tului Nr. Tarif Perioad a
postuiul Functie r . an Timpul de lucru (ore/luna) eru:a a 1‘)r0pusa
conform ’ posturi | orar brut pentru incheierea CIM
deciziei
O fractiune d 3
Membru—Cercetator- dric,lur.le t? nor;ni ¢
3| Cercetitor stiintific 1 2471 | Lot orminatd, activitaiea 23.11.2026 - 31.12.2027
o realizdndu-se in regim de plata
grad I
cu ora.
O fractiune de norma
p 1 e
24 ersona | de 1 1731ei | Medeterminatd, activitatea 15.11.2026 — 31.12.2027
specialitate - Inginer realizdndu-se in regim de plata
cu ora.
O fractiune de norma
271 | Membru-Tehnician 1 74 lei nedeterminatd, activitatea 15.11.2026 - 31.12.2027
realizdndu-se in regim de plata
cu ora.
O fractiune de norma
. . . det inata, activitat
28.1 | Membru-Tehnician 1 74 lei neceterminata, activiiated 5 11,2026 - 31.12.2027
realizandu-se in regim de plata
cu ora.
O fractiune de norma
det inata, activitat
282 | Membru-Tehnician 1 74 lei necelerminata, activiiated 1 5 11,2026 - 31.12.2027
realizandu-se 1n regim de plata
cu ora.

Intervalul orar in care se poate desfasura activitatea este 06:00 — 22:00, programul de lucru avind
caracter flexibil, In functie de specificul postului, fard a se suprapune programele de lucru in cazul cumulului.
Activitatea va fi remunerata lunar, proportional cu timpul lucrat de catre angajat, pe baza documentelor de
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raportare/conform procedurilor specifice ale proiectului si tindnd cont de legislatia in vigoare si
prevederile/instructiunile/ordinele etc. aplicabile proiectului.

! Perioada de angajare corespunde perioadei de implementare a proiectului sau perioadei de implementare a
activitatii/subactivitatii, conform prevederilor cererii de finantare aprobate. In cazul in care este necesard
prelungirea perioadei de activitate, aceasta se va modifica prin acordul partilor in baza unui act aditional la
Contractul Individual de Munca.

A. Conditiile generale de participare la examen, conform legislatie in vigoare, sunt:
a) are cetdtenia romana sau cetdtenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la
Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;

e prinexceptie de la conditia prevazuta la lit. a) pot fi angajati si cetateni straini, cu respectarea regimului
stabilit pentru acestia prin legislatia specifica si legislatia muncii (atestatul de recunoastere a diplomei
de studii, eliberat de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Studiilor. Daca tara care a emis
diploma de studii nu este semnatard a Conventiei de la Haga, caz in care este necesara apostilarea
diplomei, sau nu a semnat cu Romania un tratat de recunoastere reciproca a actelor, atunci este
necesara supralegalizarea diplomei, codul COR aferent functiei pe care se doreste angajarea trebuie sa
fie compatibil cu studiile cetdteanului strdin, aga cum au fost ele recunoscute de institutia competenta)

b) cunoaste limba roméana, scris si vorbit sau o limba de circulatie internationald (limba engleza sau
limba francezd);

C) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul Muncii, republicata,
cu modificarile si completdrile ulterioare;

d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestatd pe baza adeverintei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la examen;

f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra
autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii
justitiei, infractiuni sdvarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea
functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g) nu executd o pedeapsd complementara prin care i-a fost interzisd exercitarea dreptului de a ocupa
functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea
infractiunii sau fatd de aceasta nu s-a luat masura de sigurantd a interzicerii ocuparii unei functii sau a
exercitarii unei profesii;

h) nu a comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national
automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau
asupra minorilor, precum si pentru completare Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea
Sistemului National de Date Genetice judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art.
35 alin. (1) lit. h

Actele? necesare inscrierii sunt:
a) formular de inscriere la examen https://posturivacante.upb.ro/cercetare/, n original;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, aflat in termen de
valabilitate;

c) copia certificatului de césétorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
d) copiile documentelor care atestd nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,
precum si copiile documentelor care atestd indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin
prezentul anunt;

e) copia carnetului de munci, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucratd, care si ateste
vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;,
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f) *cazierul judiciar, in original, sau o declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale
care si-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza, in original. In acest caz, candidatul declarat
admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor privind
antecedentele penale direct de la autoritatea sau institutia publicad competenta cu eliberarea certificatelor de
cazier judiciar are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de
sustinere a probei scrise si/sau probei practice;

g) *certificatul de integritate comportamentald, n original, din care sa reiasa ca nu s-a comis infractiuni
prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la
persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si
pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Nationale de Date
Genetice Juridice, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din sistemului de
invatamant, sanatate sau protectie social, precum si orice entitate publicd sau private a carei activitate
presupune contactul direct cu copii, persoane in varstd, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane
vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;

h) *adeverintd medicald, in original, care sa ateste starea de sdndtate corespunzatoare, eliberata de
catre medicul de familie al candidatului sau de citre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni
anterior deruldrii concursului, cu mentiunea apt pentru concurs, precum si faptul ca la data eliberarii
prezentei nu se afld in evidente cu boli cronice. Daca informatiile prezentate in adeverintd se dovedesc
a fi neconforme documentul va fi considerat nul;

i) adeverinta care atestd starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea
acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in
situatia solicitarii de adaptare rezonabild, adeverinta care atestd starea de sandtate trebuie insotitd de copia
certificatului de Incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii;

j) curriculum vitae, model comun european, datat si semnat pe fiecare pagina, in care se mentioneaza proiectul
si postul vizat de candidat.

*In cazul candidatilor care nu au cetdtenia romdnd, pentru atestarea indeplinirii conditiilor stipulate la
punctele f), g), respectiv h) este necesarda completarea unei declaratii pe propria raspundere.

2 Documentele transmise trebuie sa fie traduse in limba romana sau o limba de circulatie internationala (in
limba engleza sau in limba franceza)

in situatia in care, POLITEHNICA Bucuresti intreprinde toate diligentele pentru obtinerea extrasului
de pe cazierul judiciar, respectiv a certificatului de integritate comportamentala, si la eliberarea
documentelor, de citre autorititile competente, se constati incilcarea conditiilor generale de
participare la examenul de ocupare a postului, candidatul va fi exclus din cadrul examenului in orice
etapa a acestuia si/sau nu va fi incadrat pe post.

Inscrierile se fac pana la data de 17.11.2026, inclusiv, ora 15° - UTC +2 Eastern European Time (EET).
e fie la sediul Universitatii Nationale de Stiintd si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti, Splaiul
Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, cladire Rectorat, etaj 1, camera 114, telefon
021.402.9234/9233,

e fie 1Incdrcat, in format electronic, la adresa resurse.umane@upb.ro, respectind prevederile

Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea priveste prelucrarea datelor
cu caracter personal.

Transmiterea documentelor prin posta electronica se realizeaza in format .pdf cu volum maxim de 1 MB,
documentele fiind acceptate doar in forma lizibila si sa nu existe informatii sub forma de link in corpul e-mail-
ului.
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Orice document asumat in nume propriu de cétre candidat, transmis prin posta electronica (formular de
inscriere, declaratie pe propria raspundere etc.), va fi semnat utilizdnd semnatura electronicd avansata sau
calificata.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilitati poate Tnainta comisiei de examen, in termenul
prevazut pentru depunerea dosarelor, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea
accesibilitatii probelor de concurs.

Nerespectarea termenului de depunere a dosarelor de examen si a formatului mentionat, dupa caz, conduce la
respingerea candidatului.

Candidatul declarat admis are obligatia de a prezenta secretarului comisiei de evaluare si selectie originalele
documentelor prezentate in copie in vedere certificarii ,,conform cu originalul”, daca acest lucru i este
solicitat, conform procedurilor specifice fiecarui proiect.

Inginerie si cercetare Splaiul Independentei 313, sector 6, Mun. M Email: resurse.umanc@upb.ro Wwww.upb.ro

pentru viitor Bucuresti, RO 060042, Romania




MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie

POLITEHNICA Bucuresti

B. Conditiile specifice de participare la concurs pentru posturile vacante scoase la concurs, conform specificatiei Fisei Postului sunt:
Nr.crt. Functie posturi Conditii minime obligatorii Criterii suplimentare de selectie Criterii de departajare
- Studii superioare absolvite cu diploma Pentru fiecare 10 articole stiintifice publicate in reviste In  conditi de egalitate,
de doctor in domeniul chimiei sau al de specialitate indexate Web of Science (ISI), peste cele | departajarea se va face pe baza
ingineriei chimice — 25 de puncte; 20 obligatorii, se acorda 2 puncte, pand la maximum 10 | punctajului obtinut la criteriul
puncte; ,~humarul de articole stiintifice
- Participarea la implementarea a cel putin . . publicate in reviste de specialitate
5 proiecte de cercetare, dovedita cu Pentr}l ﬁecg.re proiect de c§rcetare supyr‘nent:dr, pe§te cele indexate Web of Science (ISI)
Membra adeverinta de vechime sau raport per 5 obligatorii, la carve candidatul aﬂ pflrtlmpat 1.n calitate de peste cele 20 obligatorii”. ’
y salariat REVISAL — 20 de puncte; membru, se acordd 4 puncte, pand la maximum 24 de
Cercetator- puncte. Participarea la proiecte se dovedeste cu
3 Cc'e'rcs?tétor 1 - Minimum 20 de articole stiintifice adeverinta de vechime sau raport per salariat REVISAL.
stiifific grad publicate in reviste de specialitate
I indexate Web of Science (ISI) — 20 de
puncte;
- Detinerea unui ordin de acordare a
gradului stiintific de CS I sau echivalent,
in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare — 1 punct.
- Studii superioare absolvite cu diploma de | Experienta in echipe de lucru, dovedita prin participarea
licentd In domeniul Inginerie mecanica — | la proiecte scolare sau studentesti, activitati de
Personal de 50 de puncte; voluntariat, activitati extrascolare, conferinte ori sesiuni
24 specialitate - 1 o R . ) de comuni.cé.ri stiin‘;iﬁcg, vSe flc?rdé 10 puncte pentru
. - Participarea in echipa de implementare a | fiecare activitate doveditd, pand la maximum 20 de
Inginer cel putin unui proiect de cercetare,

dovedita cu adeverintd de vechime sau

puncte. Activitatea folosita pentru indeplinirea conditiei
minime privind proiectul de cercetare nu se puncteaza din
nou la acest criteriu.
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extras per salariat REVISAL — 20 de
puncte;

- Cunostinte de operare/programare pe
calculator, dovedite cu certificat/atestat —
10 puncte.

27.1

Membru-
Tehnician

- Studii universitare de licentd In domeniul
chimiei sau al ingineriei chimice, absolvite
sau in curs de absolvire — 40 de puncte;

- Media examenului de bacalaureat de
minimum 8,00 — 25 de puncte;

- Experientd in echipe de lucru
multiculturale, dovedita prin participarea la
proiecte scolare/studentesti, activitati de
voluntariat, activitati extrascolare,
conferinte sau sesiuni de comunicari — 20
de puncte;

- Cunostinte de operare pe calculator,
dovedite prin certificat/atestat/diploma — 5
puncte;

- Cunostinte de limba engleza, scris si
vorbit, dovedite prin
certificat/atestat/diploma — 10 puncte.

28.1

Membru-
Tehnician

- Studii universitare de licentd in domeniul
Stiintelor ingineresti, absolvite sau in curs
de absolvire, dovedite prin diploma de
licenta ori adeverinta de student — 40 de
puncte;

-Experienta in echipe de lucru
multiculturale, dovedita prin participarea
la proiecte scolare/studentesti, activitati de
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voluntariat sau extrascolare, conferinte ori
sesiuni de comunicari — 20 de puncte;

- Competente digitale, dovedite prin
certificat/atestat/diploma — 20 de puncte;

- Cunostinte de limba engleza, scris si
vorbit, dovedite prin
certificat/atestat/diploma — 20 puncte.

28.2

Membru-
Tehnician

- Studii liceale absolvite cu diploma de
bacalaureat — 40 de puncte;

- Participarea 1n echipa de implementare a
cel putin unui proiect de cercetare,
doveditd cu adeverintd de vechime sau
raport per salariat REVISAL — 40 de
puncte;

- Experienta In echipe de lucru, dovedita
prin participarea la proiecte scolare sau
studentesti, activititi de voluntariat,
activititi extragcolare, conferinte sau
sesiuni de comunicare — 20 de puncte.

Inginerie si cercetare
pentru viitor

Splaiul Independentei 313, sector 6, Mun.
Bucuresti, RO 060042, Romania
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MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie
POLITEHNICA Bucuresti

C. Concursul consti in:

1. Evaluarea dosarelor de candidaturd — pe baza grilei de evaluare care cuprinde notarea conditiilor
minime obligatorii si suplimentare.

2. Interviu (proba optionald) (online- MS Teams) — va avea loc doar in situatia in care, in etapa de evaluare
a dosarelor de candidatura, vor fi mai multi candidati pe aceeasi pozitie si cu acelasi punctaj decat
numarul de posturi scoase la concurs.

Interviu (proba optionald) pe baza grilei de evaluare a urmatoarelor competente:

Criteriile de evaluare
a) abilitati si cunostinte impuse de functie; 35 puncte
b) capacitatea de analizi si sinteza; 25 puncte
¢) motivatia candidatului; 15 puncte
d) comportamentul 1n situatiile de criza; 10 puncte
e) initiativa si creativitate. 15 puncte

*Nota- Fiecare proba de concurs poate avea maxim 100 de puncte/proba. Punctajul final se calculeaza
ca media aritmetica a punctajelor obtinute la fiecare proba.

Bibliografia:

Pozitia 3 - Membru Cercetator - Cercetator stiintific gradul I

1. Shen, Y. R., “Surface Properties Probed by Second-Harmonic and Sum-Frequency
Generation,” Nature, 337, 519-525 (1989). https://doi.org/10.1038/337519a0

2. Shen, Y. R., The Principles of Nonlinear Optics, Wiley-Interscience.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470147424

3. National Physical Laboratory, Measurement Uncertainties of Energy Dispersive X-Ray
Spectroscopy  in  the  Scanning  Electron  Microscope  (SEM-EDX/EDS).
https://eprintspublications.npl.co.uk/10334/

4. ASTM E1508-12a(2019), Standard Guide for Quantitative Analysis by Energy-
Dispersive Spectroscopy. https://store.astm.org/e1508-12a.html

5. National Institute of Standards and Technology, Nanoscale Property Measurements by
Atomic Force Microscopy. https://www.nist.gov/programs-projects/nanoscale-property-
measurements-atomic-force-microscopy

6. Wong, E. H. et al., “Moisture Ingress, Behavior, and Prediction Inside Semiconductor
Packaging: A  Review,” Journal of  Electronic  Packaging  (2017).
https://web.calce.umd.edu/articles/abstracts/2017/17 _Moisture%20Ingress.html

7. IEC 60068-2-30:2025, Environmental testing — Test Db: Damp heat, cyclic.
https://webstore.iec.ch/en/publication/82356
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https://doi.org/10.1038/337519a0
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470147424
https://eprintspublications.npl.co.uk/10334/?utm_source=chatgpt.com
https://store.astm.org/e1508-12a.html?utm_source=chatgpt.com
https://www.nist.gov/programs-projects/nanoscale-property-measurements-atomic-force-microscopy?utm_source=chatgpt.com
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8.

9.

IEC 60068-2-78:2025, Environmental testing — Test Cab: Damp heat, steady state.
https://webstore.iec.ch/en/publication/82357

ASTM E1461-13(2022), Standard Test Method for Thermal Diffusivity by the Flash
Method. https://store.astm.org/standards/e1461

10. JEDEC, catalogul oficial al standardelor, inclusiv JESD22-A101 si JESD22-A110.

https://www.jedec.org/

Pozitia 24 - Personal de specialitate - Inginer

a)

b)

d)

g)

h)

NIST, Strain Measurement for Semiconductor Devices and Packages.
https://www.nist.gov/programs-projects/strain-measurement-semiconductor-devices-

and-packages www.nist.gov

NIST, Atomic Force Microscopy for Nanoscale Mechanical Property Characterization.
https://tsapps.nist.gov/publication/get pdf.cfm?pub_id=930876 tsapps.nist.gov

NIST, Accurate Cure Kinetics, Stress, Mechanical Properties and Warpage.
https://www.nist.gov/programs-projects/accurate-cure-kinetics-stress-mechanical-

properties-and-warpage www.nist.gov

Zhou, Z. et al., “Review on multi-scale mechanics fundamentals and numerical methods
for electronics packaging interconnect materials,” Frontiers in Materials, 11, 1532859
(2024).
https://www.frontiersin.org/journals/materials/articles/10.3389/fmats.2024.1532859/ful
1 www.frontiersin.org

Pan, J. et al., “Modern Trends in Microelectronics Packaging Reliability Testing,”

Micromachines, 15(3), 398 (2024).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10972392/ pmc.ncbi.nlm.nih.gov
IEC 60068-2-6, Environmental testing — Test Fc: Vibration (sinusoidal).

https://webstore.iec.ch/en/publication/544 webstore.iec.ch
IEC 60068-2-53, Environmental testing — Combined climatic and dynamic tests.

https://webstore.iec.ch/en/publication/539 webstore.iec.ch
IEC 60068-2-78:2025, Environmental testing — Test Cab: Damp heat, steady state.
https://webstore.iec.ch/en/publication/82357

Pozitia 27.1 - Membru - Tehnician

1. National Physical Laboratory, Measurement Uncertainties of Energy Dispersive
X-Ray Spectroscopy in the Scanning Electron Microscope (SEM-EDX/EDS).
https://eprintspublications.npl.co.uk/10334/ NPL Publications

2. ASTM E1508-12a(2019), Standard Guide for Quantitative Analysis by Energy-
Dispersive Spectroscopy. https://store.astm.org/e1508-12a.html

3. National Institute of Standards and Technology, Strategies for Scanning Electron
Microscopy Sample Preparation and Characterization.
https://www.nist.gov/publications/strategies-scanning-electron-microscopy-
sample-preparation-and-characterization

4. “Optical Second Harmonic Generation on LaAlO3/SrTiO3 Interfaces: A
Review,” Materials, 2023. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10302951/
pme.ncbi.nlm.nih.gov
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https://www.nist.gov/programs-projects/strain-measurement-semiconductor-devices-and-packages?utm_source=chatgpt.com
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Tematica:

Pozitia 3 - Membru Cercetator - Cercetator stiintific gradul I

Materiale si interfete utilizate 1n capsularea avansatd si integrarea eterogena a
componentelor semiconductoare: compozitie, morfologie, structura si proprietati fizico-
chimice.

Metode de caracterizare a suprafetelor si interfetelor, cu accent pe generarea armonicii a
doua (SHG), microscopie electronica de inalta rezolutie cu analizda EDX si microscopie
de fortd atomica.

Principiile masurarii proprietatilor electrice ale materialelor, structurilor si dispozitivelor
in functie de temperaturd si cAmp magnetic.

Caracterizarea materialelor pentru management termic, interconexiuni §i substraturi
destinate capsulelor avansate; evaluarea proprietatilor morfologice, compozitionale si
mecanice, inclusiv a tensiunilor si deformatiilor.

Degradarea materialelor si interfetelor in conditii de solicitare termicd, umiditate,
salinitate si expunere la gaze; mecanisme de coroziune, delaminare, oboseald si
deteriorare.

Metodologii si protocoale pentru testarea electrica, termicd si mecanica a componentelor
si capsulelor; planificarea experimentelor, analiza rezultatelor si corelarea datelor de
caracterizare cu fiabilitatea.

Asigurarea calitdtii, trasabilitatea masuratorilor si documentarea rezultatelor cercetarii;
diseminarea, exploatarea si standardizarea rezultatelor.

Pozitia 24 - Personal de specialitate - Inginer

1. Metode de masurare a tensiunilor si deformatiilor In dispozitive si capsule
semiconductoare.

2. Tensiuni mecanice, proprietdti mecanice si deformarea materialelor utilizate in capsule
s1 interconexiuni electronice.

3. Metode de caracterizare a proprietdtilor mecanice la scara nanometrica prin microscopia
de forta atomica.

4. Solicitari mecanice si termomecanice in capsulele electronice; mecanisme de degradare
si metode de testare a fiabilitatii.

5. Testarea la vibratii sinusoidale si evaluarea comportarii mecanice a componentelor.

6. Testarea componentelor in conditii climatice si dinamice combinate.

7. Testarea comportarii componentelor in conditii de umiditate ridicata, la temperatura
constanta.
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Pozitia 27.1 - Membru - Tehnician

1.

Compozitia si caracterizarea materialelor si interfetelor utilizate in capsularea avansata a
componentelor semiconductoare.

Principiile microscopiei electronice de baleiaj si ale analizei EDX: pregatirea probelor,
obtinerea imaginilor, analiza elementala si interpretarea rezultatelor.

Principiile generarii armonicii a doua (SHG) si utilizarea acesteia pentru investigarea
suprafetelor si interfetelor materialelor.

Degradarea materialelor si interfetelor in conditii de umiditate si solicitari de mediu;
patrunderea umiditatii, coroziunea si delaminarea.

Testarea materialelor si componentelor in conditii de umiditate constanta si umiditate
ciclica asociatd cu variatii de temperatura.

Pozitia 28.1 - Membru - Tehnician

1. Metode de masurare a proprietdtilor electrice ale materialelor si dispozitivelor
semiconductoare 1n functie de temperatura si cAmp magnetic.

2. Principiile caracterizarii materialelor si componentelor semiconductoare in conditii
de temperaturd variabila si medii extreme.

3. Metode de testare a componentelor in conditii de temperatura si umiditate ridicata si
evaluarea fiabilitatii acestora.

4. Principii de masurare a tensiunilor si deformatiilor In materiale si capsule
semiconductoare. (3, 4)

5. Metode de testare si caracterizare a componentelor prin masuratori electrice, termice
si mecanice si corelarea rezultatelor experimentale.

Pozitia 28.2 - Membru - Tehnician

Pregatirea si manipularea probelor destinate caracterizdrii prin microscopie electronica
si analizd elementald.)

Principiile testarii componentelor in conditii de umiditate ridicatd si temperaturd
constantd sau variabila.

Testarea fiabilitatii componentelor semiconductoare in conditii de temperatura si
umiditate, cu sau fara polarizare electrica.

Documentele necesare inscrierii si alte informatii suplimentare se gasesc pe site-ul universitatii
www.upb.ro sau la telefon 021.402.9233/9234.
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Datele de desfasurare a probelor de concurs:

13.11.2026 -
17.11.2026

18.11.2026
19.11.2026
20.11.2026

23.11.2026

24.11.2026

25.11.2026
26.11.2026

27.11.2026

-depunerea dosarelor de inscriere la concurs

-verificarea administrativa, selectie si evaluare dosare
-afisarea rezultatelor partiale (proba evaluare dosare)
-depunerea contestatiilor (proba evaluare dosare)

-afisarea solutiondrii contestatiilor (proba evaluare dosare)

-programarea interviului (in cazul in care se inscriu mai multi candidati pe
acelasi post)

- comunicarea rezultatelor finale (in cazul in care nu se organizeaza proba
interviu)

-proba interviu, online (platforma MS Teams), ora 14, UTC +2 Eastern European
Time (EET).

-afisarea rezultatelor (proba interviu)
-depunerea contestatiilor (proba interviu)
-solutionarea contestatiilor (proba interviu)

-comunicarea rezultatelor finale

NOTA: Originalul documentului semnat se regiseste la sediul POLITEHNICA Bucuresti, Directia
Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane, cladire Rectorat, cam. 114.
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